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MATERIAtY ELEKTRONICZNE Nr 3 /59/ - 1987

J. SENKARA: ,Analiza zjawiska wtérnego spiekania kompozytowych materialéw stykowych
typu metal-metal w tuku elektrycznym".

W pracy przedyskutowano zjawisko spiekania zachodzace w warstwie powierzchniowe]
stykéw podczas ich pracy, na podstawie analizy termodynamicznej i wynikéw badan.
Mechanizm spiekania i tworzenia sige pekniec przedstawiono przy pomocy kapilarnego
modelu materiatu kompozytowego.

t. KACZYNSKI, A. SZUMMER: ,Ilosciowa mikroanaliza rentgenowska pierwiastkéw lekkich.
Poréwnanie wynikéw metod korekcyjnych™.

W pracy oméwiono modyfikacje wtasnej metody korekcyjnej. W poprawce czynnika absorp-
cji zmieniono wyrazenie na funkcje transmisji elektrondéw n /pz/. Metode wiasna oraz

metody Ruste’a i Sewella Love Scotta poréwnano z wynikami doswiadczalnymi dla wzor-

cowych prébek. wszystkie trzy metody moge byc stosowane w korekcji ilosciowej mikro-
analizy rentgenowskiej.

R. WADAS: ,Interpretacja zjawisk magnetooptycznych".
Wyjaéniono zjawiska Ramana, dwéjtomnodci i skrecenia ptaszczyzny polaryzacji w kry-

sztatach magnetycznych. Wnioski wyciagnigte dla magnetykéw rozciagnieto na dielek-
tryki,
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J. SENKARA: "Analysis of secondary sintering phenomena of composite contact materials
metal-metal type in the electric arc".

The paper presents the discussion of sintering phenomena occuring in the surface
layer of contacts during their work, basing on the thermodynamic analysis and expe-
rimental studies. The mechanism of sintering and crack generation has been presen-
ted on the capillary model of composite material.

t. KACZYNSKI, A. SZUMMER: ,A quantitative x-ray microanalysis of light elements.
Comparison of methods™

In the paper a modification of the authors’method of correction has been described.
In the correction of absorption the equation was changed for the function of elec-
tron transmission in the depth. The authors® method and that of Ruste's and Sewell
Love Scott’s were compared with experimental results for stechiometrical standards.
All the three methods can be successfully applied in the correction of quantitative
x-ray microanalysis,

R. WADAS: ,Explanation of the magnetocoptical effects".

Raman effect, linear birefrigence and Faraday effect in the magnetic crystals had
been explained. The conclusions for magnetic crystals are utilised to explain the
optical effect in the dielectric crystals,
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1, COHKAPA: ,AHanu3 ABJEHAA BTOPHYHOrO CIEKAHHA KOMIO3HIHOHHHX KOHTAKTHHX MaTepHaloB
B BJeKTpHYecko# nyre".

B pa6orTe QHCCKyTHDOBAHO ABJIEHHE CNEKAHHA B NOBEPXHOCTHOM CJIOe KOHTAKTOB BO BDeMA HX
pa6oTH, Ha OCHOBE TEpPMOJHHAMHYECKOTO AHAJM3A X Pe3yJbTATOB H3MepeHHH. MexaHH3M CIeka-
HHA ¥ BO3HHKHOBHEHHA TPEeNWH NPeICTABIEH NPH NOMOME KANHAJADHOR MOZeNH KOMIIO3HIHOHHOTO
MarTepraia,

Jl, KAYAHbCKH, A. LIYMMEP: ,KoauuecTBeHHH# DeHTreHOBCKHE MHKDOQHANHM3 JETKHUX SJIEMEHTOB.
CpaBHeHHe pe3yJbTaToB KOPDEeKIHOHHHX MeTox".

B pa6ore onucasni KOPPEKIHOHHHH MeTOJ aBTOPOB, NPHMEHAEeMHE B DEHTTeHOBCKOM MHKDOAaHaluse
NETKAX BJEeMeHTOB, B 9TOM MeToxe, B (QyHKUuWHE HOHM3AUWM B rAyGAHe BHECEHH H3MeHeHHA ¢yH—
KIHM NOTJOMEeHHA JJIeKTPOHOB, Pe3yibTATH ONHTOB, IJA CTEXHMOMeTDHYEeCKMX 0O6pasloB, Cpas-
HEBAJHUCH C OTBeYAWMUMH MM OTHOCHTEJLHHMH HaNpAKeHHAMH: aBTOpPOB, Pycrs, Coisisa JisoBa
CkoTTa, O3TH METOXZH MOTyT OHTh HMCIOJb3OBAHH LJA KOPPEKIHH KOJMYECTBEHHOT'O PEeHTTeHOBC—
KOT'O MHMKDOaHAJn3a BCero 06béMa BJIEeMEeHTOB,

P. BAJIAC : ,O6sCHeHHe MargMTOONTHYECKHX 3ppexToB",

O6acHeHo 2pdexr PamaHa, IByaydYonpeJoMmileHHe H 3pdexr Papagad B MArHHTHHX KPHCTAJJIAX.
BHBOIH CHelaHHe IJJ MArHUTHHX KDPHUCTAJJOB NPHMEHEHO IJA JNHeJeKTPHUYECKHX KPHCTAJJIOB.




INFORMACJA DLA AUTOROW

Redakcja MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH uprzejmie prosi Autoréw o prze-
strzeganie podanych nizej wskazowek:

1

2

10.

L

13.

14.

Objetosci artykutdw nie powinny przekraczaé¢ 15 stron maszynopisu tacznie
z rysunkami i tabelami.

Artykuly powinny by¢ napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jedno-
stronnie z interlinia (co drugi wiersz), z marginesem 3,5 cm z lewej strony. Na ar-
kuszu nie powinno by¢ wiecej niz 31 wierszy po 65 znakédw. Wszystkie strony
powinny by¢ numerowane.

Na marginesie tekstu nalezy zaznaczyc¢ miejsca, w ktérych powinny by¢ umie-
szczone rysunki i tabele. 2

Wszystkie tabele i zestawienia (unika¢ zbyt duzych) nalezy wykonywac osobno,
nie w maszynopisie catego artykulu, w 2 egzemplarzach na oddzielnych arku-
szach i numerowac kolejno. U géry kazdej tabeli podac tytut objasniajacy.
Artykuly nalezy nadsyta¢ w 2 egzemplarzach; powinny by¢ dotaczone krotkie
streszczenia w jezyku polskim, rosyjskim i angielskim, réwmez w 2 egzempla-
rzach, takze przetlumaczony tytut artykutu.

Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi w nawiasach okragtych.
Rysunki powinny by¢ nadsytane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz
zalaczone oddzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunkow zawierajace te-
ksty napiséow pod rysunkaminalezy sporzadzac oddzielnie (niezaleznie od tekstu
artykutow) w 2 egzemplarzach. Rysunki nalezy wykonywac na przezroczyste)
kalce, tuszem.

Fotografie powinny by¢ ostre i wykonane na biatym blyszczacym papierze foto-
graficznym. Numery fotografii i powiekszenie nalezy podawac na odwrocie -
olowkiem. Numeracja nalezy objac rysunkiifotografie tacznie. W przypadku gdy
istotne jest rozmieszczenie fotografii, zamieszczenie dodatkowych wskaznikbw
lub skali - prosimy o sporzadzenie makiety (niezaleznie od fotografii do reprodu-
kcji).

Po zakonczeniu artykutu nalezy podac wykaz literatury, wymieniajac kolejno na-
zwisko autora i pierwszelitery imion, pelny tytut dziefa, tytul czasopisma, numer
tomu i zeszytu, miejsce wydania‘i rok, ewentualny numer strony. Pozycje wy-
kazu literatury powinny byc¢ ponurnerowane w tekscie powotania na numer po-
zycji w nawiasach kwadratowych, np. "17

Slownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazruejszych oznaczen wiel-
kosci we wzorach musza by¢ zgodne z terminologia przyjeta przez Polskie
Normy i Miedzynarodowy Ukiad Miar (Sl).

Maszynopis powinien by¢ bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony
przez Autora. Nazwy fonetyczne uzytych liter greckich lubinnychoznaczen na-
lezy podawac otdéwkiem w lewym marginesie.

Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyj-
nych, niezbednych skrétéw, korekty stylistycznej itp. '
Fakt nadestania pracy do wydrukowania w ,,Materiatach Elektronicznych” uwa-
zany jest za rbwnoznaczny z o$wiadczeniem Autora, ze praca nie byta druko-
wana ani wystana do druku w zadnym innym czasopismie krajowym lub zagrani-
cznym.

Maszynopis artykutu nalezy zaopatrzy¢ peinym imieniem i nazwiskiem Autora
oraz nazwa i adresem instytucji. W oddzielnej notatce prosimy o podawanie ty-
tutu naukowego lub zawodowego oraz adresu domowego Autora (celem prze-
slania honorarium). W przypadku artykutu opracowanego przez zespdl Autorow
prosimy o podanie procentowego udziatu autorskiego. Bez tych danych honora-
rium bedzie dzielone na réwne czesci.
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